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        計測生データ STC補正後

屋内STC測定値↓

産総研 九州センター（佐賀県鳥栖市）：ストリングIV計測
PV-MA1950MW（三菱電機）×10枚

PVMS

結果

菱川善博・武内貴和・比嘉道也・吉田正裕
産業技術総合研究所 太陽光発電研究センター 評価・標準チーム

結論

謝辞

屋外高精度性能評価技術
～ストリングIV特性測定への応用～

研究の目的

本研究は新エネルギー・産業技術
総合開発機構(NEDO)からの受託

研究の一環として実施されたもの
であり、関係各位に感謝する。

太陽電池の屋外測定では、モジュールを十数枚直列接続
したストリングの測定を行う必要性が高い。本研究では高精
度屋外モジュールIV測定技術をストリングIV測定に応用し
て精度を検証した。

・PVストリングにおいても、屋外の自然太陽光下で、基本的
にモジュールと同様に約±1%以内の再現性でIV特性を測
定できることが明らかになった。
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計測生データ

25℃へ温度補正＋照度むらフィルタ

計測装置 ・PVMS (PV Module irradiance sensor) によ
る日射計測 ・高精度モジュール温度計測

・日射変動が顕著な日でも生データのばらつき
が±5%程度と、従来技術より大幅に高精度

・開発した新温度補正式により、ストリングのVoc, 
FF, Pmax計測の再現性も±1%以内を達成。

ストリングIV特性のSTC補正（検証中）

・結晶シリコンPVストリングでも、モジュールと全
く同じ手順で高精度（±2%程度）にIV特性の
STC補正が実施できる。補正精度は基データに
依存し、検証中。
（STC補正手順の詳細は、「屋外高精度性能評
価技術～新STC補正法の開発～」プレゼン・ポ
スターをご覧ください）

( ) 







−×−+=

q
nEN

V
T

TTVV gc
1

1
1212

1


	スライド番号 1

